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WZORCOWANIE

AP 199

Nazwa i adres / Name and address

TABOR Debica Sp. z o.0.

ul. Sandomierska 39
39-200 Debica

Dziatalno$é prowadzona /
Activity conducted

w statej lokalizacji (S) / at
permanent location (S)

Wzorcowanie / Calibration:

Numer i nazwa wielkosci mierzonej / number and name of measurand”
6.01 diugosé

12.02 moment sity

Wersja strony/Page version: A

7 Numeracja wielkosci mierzonych zgodna z podang w zaigczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostgpnym na stronie internetowej
www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04,
available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
ZORCOWAN

-

KATARZYNA WISNIEWSKA

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 199 z dnia 12.10.2021 r.

Cykl akredytacji od 22.09.2025 r. do 11.10.2029 r.

Status akredytacji oraz aktualno$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzié¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.p/

This document is an annex to accreditation certificate No AP 199 of 12.10.2021
Accreditation cycle from 22.09.2025 to 11.10.2029

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 199

Tabor Debica Sp. z 0.0.

ul. Sandomierska 39, 39-200 Debica

Niepewno$¢
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla | Miejsce dzat. Metoda pomiarowa
CMC
Diugosé
Gigbokos$ciomierze suwmiarkowe 0 mm do 150 mm 8,0 ym S Procedura wewnetrzna
0 mm do 300 mm 11,0 ym PW_06
0 mm do 500 mm 18,0 ym
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Grubos$ciomierze ultradzwigkowe 0 mm do 50 mm 8,0 ym S Procedura wewnetrzna
PW_12
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Przyrzady do pomiaru odleglo$ci 1330 mm do 1380 mm 0,16 mm S Procedura wewnetrzna
wewnetrznych plaszczyzn k6l zestawbéw PW_04
kolowych
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem diugosciomierza
poziomego
Przyrzady do pomiaru $rednicy okregu 600 mm do 800 mm 0,06 mm S Procedura wewngtrzna
tocznego két zestawéw kolowych 800 mm do 1050 mm 0,06 mm PW_05
1050 mm do 1260 mm 0,08 mm
Metoda bezposrednia
Z zastosowaniem diugo$ciomierza
poziomego
Suwmiarki 0 mm do 150 mm 8,0 ym S Procedura wewnetrzna
0 mm do 300 mm 11,0 ym PW_03
0 mm do 500 mm 18,0 ym
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Wysokosciomierze suwmiarkowe 0 mm do 150 mm 8,0 ym S Procedura wewngtrzna
0 mm do 300 mm 11,0 pm PW_02
0 mm do 500 mm 16,0 pm
Metoda bezposrednia
Z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Szczelinomierze S Procedura wewnetrzna
- listkowe 0,02 mm do 3 mm 2,0 pm PW_07
- schodkowe 0 mm do 25 mm 4,0 ym Procedura wewnetrzna
PW_08
Metoda bezposrednia
za pomoca mikrometru cyfrowego
Wzorce schodkowe do grubosciomierzy 0 mm do 25 mm 3,0 pm S Procedura wewnetrzna
ultradzwiekowych PW_09
Metoda bezpos$rednia
za pomocg mikrometru cyfrowego
Folie wzorcowe 0mm do 1,5 mm 2,3 pum S5 Procedura wewnetrzna
1,5mm do 5 mm 4,8 ym PW_10
S mmdo 10 mm 8,9 um
10 mm do 15 mm 16,1 ym Metoda bezposrednia
15 mm do 20 mm 24 pm za pomoca mikrometru cyfrowego
20 mm do 25 mm 32 pum
Glebokosciomierze mikrometryczne 0 mm do 25 mm 1,0 pm S Procedura wewngtrzna
25 mm do 50 mm 1,3 pm PW_11
50 mm do 75 mm 1,6 pm
75 mm do 100 mm 1,9 pm Metoda bezposrednia
100 mm do 125 mm 2,2 pm z zastosowaniem plytek
125 mm do 150 mm 2,6 ym wzorcowych
150 mm do 175 mm 29um
175 mm do 200 mm 3,2um
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 199
Niepewno$§¢ Mieisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzji at Metoda pomiarowa
cMC ’
Mikrometry zewnetrzne 0 mm do 25 mm 0,9 um S Procedura wewnegtrzna
25 mm do 50 mm 1,2 ym PW_01
50 mm do 75 mm 1,5 um
75 mm do 100 mm 1,8 um Metoda bezposrednia
100 mm do 125 mm 2,1 pym z zastosowaniem plytek
125 mm do 150 mm 2,5pm wzorcowych
150 mm do 175 mm 2,8 pym
175 mm do 200 mm 3,1 pm
| Mikrometry zewnetrzne 0 mm do 25 mm 0,7 pm ) Procedura wewnetrzna
- rozdzielczo$¢ 0,0001 mm PW_01
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
“Moment sity
Klucze dynamometryczne 6 Nm do 1000 Nm 0,6 % S Procedura wewngtrzna
1000 Nm do 3000 Nm 0,9 % PW_13
w oparciu o

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dia CMC stanowi niepewno$é rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzone;.

Wartos¢ niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng
i dotyczy procentowego udziatu w wartosci wielkosci mierzone;j.
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 199

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 199

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWN ZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

-

KATAR A WISNIEWSKA
dnia: 22.09.2025 r.

Wydanie nr 6, 22.09.2025 r. 4/4



